
Oponentsk posudek bakaIãIské práce Tibora KofáIa: ,,PiIprava a rentgenovã

difraknI analyza supravodivfth tenkfth vrstev nanesench metodou liD”.

PedIoená práce je rozdëlena do pëti hlavnIch kapitol, které se postupné vënujI vysokoteplotnIm
supravodiOm, pIpravë tenkch vrstev pomoci liD techniky, rentgenové difrakci, experimentCim a
vlastnim vsIedkCim s diskuzi.

Nejvëti pInos práce spatuji ye dvou vëcech: a) v propojeni dvou IaboratoI KIPL FJFI a prozkoumánI
cesty od pIpravy tenké vrstvy P0 jejI charakterizaci; b) zIskánI cennch prvnIch zkuenosti S rtg
reflektivitou, která zatIm nebyla standardnë v rtg Iaboratoi na KIPL provádëna.

Jako nedostatky povauji chybëjIcI citace v teoretické ásti, kde jsou témë v’hradnë citovãny pouze
zdroje pevzatch obrézkCi a nenI tedy jasné, z kterch pramenü autor erpaI. V dnenI dobé neize ani
kladnë hodnotit kvalitu pevzatch obrázkü. Pro vlastnI pochopenI a ceIkov vzhled práce by bylo
pInosnéji nakreslit obrázky vlastnI. Pevzaté obrázky pouIvat jen ye vhodn’ch pIpadech. V prbéhu
tenI práce jsem se take ztrácel v oznaenI vzorkCi. V dnenI uspëchané dobë, kdy jsme zavaleni
informacemi, jsou jasnost a srozumitelnost velmi dOleité. Nap. vzorek oznaen c3 by mohl bt c700
(kde 700 znaI teplotu) apod. Vzorky p1 a p2 jsem nenaeI v pehIedovch tabulkãch a jejich v’znam je
zejm’ pouze z textu. OtoenI tabulek o 90 na str. 28 je pro tenáe neprIvetivé, mezery mezi
jednotIivmi tabulkami nedostatené. Obdobnë obrázky prezentujIcI vsIedky fézové anal’zy by mohli
bt detailnéji provedené. Nap.: pIsluné féze v obrázku 5.8 mohly b’t take barevnë vyznaeny
v pravém hornim rohu obrázku (nejenom slovne vypsány pod obrázkem), i pod obrázkem 5.2 by mohlo
bt uvedeno, e se jednâ vzorky substrátu ped a po aplikaci lisovénI, aby to tenâ nemusel hiedat
v textu. V textu jsem nenaeI popis, jak byla mëená rtg reflektivita. âst textu od strany 43 o hloubce
vnikánI by si zaslouila vlastnI podkapitolu. Vechny kivky na obrázku 5.24 by mëli bt spIe vjednom
obrázku. Popis osy y pouze ,,hloubka vnikánI” je zavádëjIcI, mëlo by bt jednoznanë uvedeno, o jakou
hloubku vnikãnI se jedn.

A mám p0 technické stránce adu pipomInek, z pohiedu experimentétora na mne pCisobI prãce
dobrfr dojmem. Autor charakterizoval pipravené vrstvy pomocI kiasické difrakce a üspënë provedi
fázovou anaIzu. Rtg reflektivita, jak se ukázalo v prCibëhu price, neposkytla u ádného mëeného
vzorku poadované vsIedky — tIouku vrstvy. Dokonce ani naméen’ kritick ühel neodpovIdal
oekávan’m hodnotám. Pravdëpodobn’m dCivodem je, jak je správnë diskutováno v závëru préce, e
tloufka vrstvy byla moc velká a nebylo tedy moThé pozorovat s dostupnm pIstrojovm vybavenIm
oscilace intenzity. Düvod, prod nesedI pozice kritického ühlu, by mohl Ieet ye tvaru vzorku, kter neni
dokonale rovn’ i v pItomnosti kapek na povrchu. Rozdulné sloenI povrchové práce, jak je diskutováno
v závëru, by die mého názoru, nemëio posunout kritick’ ühei tak velik’’m zpCisobem.

Pro daRI pokraovánI s rtg reflektivitou bych autorovi doporuovai si blIe osahat metodu pomocI
ideálnIch vzorkCj. Nap. tenká vrstva ziata na skle — takov’? vzorek by mel b”t na katede pItomen.



K prácl mám na autora nëkolik otázek.

la) Jaké clony byli pouity pro mëenI reflektivity?
ib) Jak závisI ozáiené délka vzorku na difraknI ühlu pro pouité clony?
ic) Jak vypadá koreknI faktor na pezáenIvzorku?

2a) S jakm nastavenIm byla mëPená rtg reflektivita (velikost don apod.)?
2b) Jaké bylo rozIienI experimentálnIho méenI reflektivity?
2c) Pro jak tiusté vrstvy budou jeté pozorovatelné oscilace intenzity pfl mëenI reflektivity pro pouité
experimentálnI uspoádánI?
2d) Proje mërenI rtg reflektivity zobrazeno/mëeno pouze od cca 0,10° [0].

3) S pouitim vzorcCi (3.4) a (3.10) odvod’te vç’razy pro urenI tIoufky vrstvy:
a) ze zeslabenI dane linie substrátu méené pied a po nanesenItenké vrstvy,
b) ze zmëny intenzity dane difrakce substrátu méené pod rCiznfri ühly dopadu primárnIho svazku,
c) ze zmëny intenzity alespoñ dvou rCiznch difrakcI substrátu (nap. 111 a 222 Ni)
U) ze zmëny vinové Uéky pouitého záenI?

A jak’ postup je v jakém pIpadë vhodn?

4) Zda byla mëena vodivost pipravench tenkch vrstev, i zda se tento experiment plánuje?
5) Prof se IiI isticI nebo pracovnI tiak pro rCizné vzorky?
6) Jak jsou asové nároné jednotlivé kroky prIpravy vzorku a jak byl ceIkov as pIpravy?
7) Mikroskopie vzorku byla provádëna autorem?

Celkovë na mne práce zanechala dobr dojem a ohodnotil bych ii stupnëm B — velmi dobre.
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